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Przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest " sprzedaz,
PCA ? M o e
szkolenie, dostawe, montaz i uruchomienie w siedzibie

AKREDYTACJI

Zamawiajacego fabrycznie nowego mikroskopu sit magnetycznych z
bipotencjostatem wraz z oprogramowaniem”.

Zamawiajacy informuje, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, iz w dniu 2012-07-20 wptyngt od uczestnika postepowania
wniosek o udzielenie wyjasnien nastepujacej tresci:
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,Na podstawie art. 38, pkt. 1 ustawy Prawo zamoéwieni publicznych zwracamy sie o
wyjasnienie dotyczace specyfikacji istotnych warunkéw zamolwienia do wyzZej
wymienionego przetargu

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI
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“wvnoson 1. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie kontrolera, ktory umozliwi rejestracje
obrazéw z rozdzielczosScig 1024 x 1024 punktow?

2. Czy Zamawiajgcy  dopuszcza zaoferowanie systemu akwizycji danych z

czestotliwoscig 20 MHz?

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie konftrolera, ktory umoZliwi

czestotliwo$¢ probkowania w petli sprzezenia zwrotnego 100 kHz?

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stolika z mocowaniem bez udziatu

ukfadu podcisnienia?

5. Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajgcy przewiduje pod wspotoracg mikromaszyny
wytrzymatosciowej z mikroskopem MFM?
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i 6. Czy Zamawiajgcy dopusci wydtuzenie terminu realizacji zamoéwienia do 18

tygodni?

7. Czy Zamawiajgcy wymaga dostarczenia badawczego mikroskopu optycznego
sl ktory umozliwi sprzezenie z glowicq MFM, zbieranie obrazéw optycznych z
AB 089 rozdzielczo$cig 400 nm?

QS §3§ 8. Jakiej rozdzielczos$ci skanera wymaga Zamawiajgcy?
AB 504 9. Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia obiektywéw optycznych o

powiekszeniach 100x oraz 150X (immersyjny) montowanych w rewolwerze
mikroskopu optycznego?




10. Czy w pomiarach nanotwardo$ci jest wymagana konfiguracja dostarczajaca
mozliwo$¢ stosowania prostych sztywnych wgfebnikéw, zapewniajgcych
aplikowanie sity z wyeliminowaniem udziatu sprezystosci sondy?

11. Czy w pomiarach nanotwardo$ci jest wymagana mozliwo$¢ pracy z wgtebnikami
Berkovicha oraz Vickersa?

12. Czy w pomiarach nanotwardo$ci jest wymagana mozliwos¢ pracy w trybach ze
zZmienng i stafg sitg?

13. Jaki zakres aplikowanych sit Zamawiajgcy wymaga w pomiarach nanotwardosci?

14. Czy Zamawiajgcy wymaga dostarczenia systemu, ktory zapewni przeprowadzenie
testow zarysowania, petfzania oraz odpomo$ci na zuzycie w lrybie
nanoskalowym?

15. Czy Zamawiajgcy wymaga dostarczenia gtowicy MFM z uktadem dwodch sond do
Jjednoczesnych pomiaréw kilku charakterystyk powierzchni?

16. Czy Zamawiajgcy wymaga aby mikroskop miat mozliwo$c¢ pracy z sondami MFM
Z nanoczgstka na igle, tworzace zlokalizowane pole magnetyczne w obrebie swej
koncowki?

17. Czy Zamawiajgcy dopuszcza system izolacji wibracyjnej dziatajgcy w oparciu o
mechanizm ujemnej sztywnosci dostarczajacy granice przekazywalnosci lepszg
niz 0.6Hz?

18. Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia komory umoZliwiajgcej izolacje
mikroskopu MFM od wptywu drgar akustycznych?”.

Ponizej przedstawiamy odpowiedzi Zamawiajacego na pytania
Wykonawcy.

1. Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie kontrolera, ktory
umozliwi rejestracje obrazéw z rozdzielczoscia 1024 x 1024
punktéow?

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwo$ci zaoferowania kontrolera umozliwiajgcego
Jjedynie rejestracje obrazéw z rozdzielczosScigq 1024 x 1024 punktow, poniewaz w
ocenie zamawiajgcego zaproponowana rozdzielczo$¢ jest zbyt mata. Dlatego tez
Zamawiajgcy utrzymuje wymaganie rozdzielczoSci co najmniej 4096 x 4096 punktow,
réwnoczesnie dla topografii, amplitudy oraz fazy.

2. Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie systemu akwizyciji
danych z czestotliwoscia 20 MHz?

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zaoferowania systemu w ktorym akwizycja
danych prowadzona jest z czestotliwo$ciq 20 MHz, poniewaz taka czestotliwo$c
akwizycji nie jest wystarczajgca w stosunku do potrzeb Zamawiajgcego f. do
doktadnej analizy pol magnetycznych.

3. Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie kontrolera, ktory
umozliwi czestotliwos¢ probkowania w petli sprzezenia
zwrotnego 100 kHz?

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zaoferowania kontrolera, ktory umozliwia
Jjedynie probkowanie w petli sprzezenia zwrotnego z czestotliwoscia 100 kHz,
wyspecyfikowana wczes$niej czestotliwos¢  500kHz jest absolutnym minimum,
poniewaz umoZliwia szybkg i doktadng akwizycje danych, podczas pracy w trybie
mikroskopii sit magnetycznych.



4. Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stolika z
mocowaniem bez udziatu ukladu podcisnienia?

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwo$ci zaoferowania stolika bez udziatu ukfadu
podci$nienia, z uwagi na charakterystyke probek, jednymi z probek jakie bedag
przygotowane do obrazowania na zamawianym mikroskopie s§ probki
wytrzymatosciowe, ktére sg przygotowane w sposéb umoZzliwiajgcy zamocowanie ich
do stolika probek mikroskopu za pomocq podci$nienia.

5. Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy przewiduje pod
wspotpraca mikromaszyny wytrzymatosciowej z mikroskopem
MFM?

Poprzez wspétprace mikroskopu MFM i maszyny wytrzymatosciowej Zamawiajgcy
rozumie zaproponowanie takiego mikroskopu MFM w ktérym bedzie mozna umie$cic
mikro maszyne wytrzymaftoSciowg. Wymaga sie aby zaproponowane rozwigzanie
umoZliwiato skanowanie powierzchni probki przez mikroskop sit magnetycznych w
trakcie jej rozciggania przez maszyne wytrzymatoSciowgq w cze$ci roboczej probki .

6. Czy Zamawiajacy dopusci wydluzenie terminu realizacji
zamoéwienia do 18 tygodni?

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwoSci wydtuzenia terminu realizacji zamowienia do
18 tygodni, z uwagi na czasowe ograniczenia natozone na Zamawiajagcego w
projekcie w ramach ktérego dokonywany jest zakup mikroskopu sit magnetycznych.

7. Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia badawczego
mikroskopu optycznego ktéry umozliwi sprzezenie z gtowica
MFM, zbieranie obrazéw optycznych z rozdzielczoscig 400 nm?

Zamawiajagcy nie wymaga dostarczenia badawczego mikroskopu optycznego
sprzezonego z wyspecyfikowanym mikroskopem MFM.

8. Jakiej rozdzielczosci skanera wymaga Zamawiajacy?

Zamawiajgcy wymaga aby oferowany mikroskop posiadat jeden skaner wyposazony
w czujniki przemieszczenia pracujgce w zamknietej petli sprzezenia zwrotnego
(closed — loop). Skaner powinien ponadto umoZzliwia¢ skanowanie duzych obszarow
(wyspecyfikowane minimum 90 x 90 um — w osiach XY) oraz matych obszaréw, co
Jest wymaganiem koniecznym podczas testu tzw. rozdzielczo$ci atomowey.

9. Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia obiektywéw
optycznych o powiekszeniach 100x oraz 150X (immersyjny)
montowanych w rewolwerze mikroskopu optycznego?

Zamawiaczy nie precyzuje wymogow dotyczacych mikroskopu zapewniajgcego
podglad optyczny powierzchni probki, wymaga jedynie aby mikroskop sit
magnetycznych posiadat uktad obserwacji dzwigni i pola skanowania za pomocq
cyfrowej kamery CCD o rozdzielczo$ci optycznej co najmniej 5 megapixeli.



10.Czy w pomiarach nanotwardosci jest wymagana konfiguracja
dostarczajagca mozliwos¢ stosowania prostych sztywnych
wgtebnikow, zapewniajacych aplikowanie sity z
wyeliminowaniem udziatu sprezystosci sondy?

W pomiarach nanotwardo$ci wymagany jest tryb pomiarowy opisany w punkcie 1.11 —
tryby oparty o tzw. szybkg spektroskopie sit, tak, aby byto mozliwe tworzenia map
rozktadu wiasciwosci mechanicznych z rozdzielczo$ciami typowymi dla mikroskopu sit
atomowych i szybko$cig normalnego obrazowania tj. okoto 10 minut na jeden obraz
przy rozdzielczosci cyfrowej 512 x 512 punktow.

11.Czy w pomiarach nanotwardosci jest wymagana mozliwos¢
pracy z wgtebnikami Berkovicha oraz Vickersa?

Zamawiajacy wymaga aby dostarczone zostaty dwie sondy wykorzystywane do
przeprowadzania nanoindentacji, ktore posiadajg piramide diamentowg o geometrii
wgtebnika Berkovicha (piramida tréjscienna).

12.Czy w pomiarach nanotwardosci jest wymagana mozliwos¢
pracy w trybach ze zmiennga i stalg sitq?

Podczas pomiaréw opisanych w punkcie 1.11 wymagana jest praca zarowno ze statg
Jakii zmienng sifg.

13.Jaki zakres aplikowanych sit Zamawiajagcy wymaga w
pomiarach nanotwardosci?

Podczas pomiaréw, ktére zostaty opisane w punkcie 1.11, Zamawiajgcy wymaga
zakresu sit od 20pN do 50uN.

14.Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia systemu, ktory
zapewni przeprowadzenie testow zarysowania, pelzania oraz
odpornosci na zuzycie w trybie nanoskalowym?

Zamawiajgcy nie wymaga aby zaoferowane urzgdzanie umozliwiato przeprowadzenie
testu: zarysowania, petzania oraz odpornosci na zuzycie poniewaz ma $wiadomosc,
Ze takie urzgdzenie standardowo umozliwia ich pomiar.

15.Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia gtowicy MFM =z
uktadem dwoéch sond do jednoczesnych pomiaréw kilku
charakterystyk powierzchni?

Zamawiajgcy nie wymaga aby mikroskop pracowat w ukfadzie z dwiema sondami .

16.Czy Zamawiajacy wymaga aby mikroskop mial mozliwosé¢
pracy z sondami MFM z nanoczastka na igle, tworzace
zlokalizowane pole magnetyczne w obrebie swej koncéwki?

Zamawiajgcy nie wymaga aby mikroskop miat mozliwo$c¢ pracy z sondami MFM z
nanoczgstkg na igle.



17.Czy Zamawiajacy dopuszcza system izolacji wibracyjnej
dzialajagcy w oparciu o mechanizm ujemnej sztywnosci
dostarczajacy granice przekazywalnosci lepszg niz 0.5Hz?

Zamawiajgcy nie precyzuje konkretnej warto$ci wspofczynnika przekazywalno$ci w
ukfadzie izolacji antywibracyjnej, jednak wymaga aby wyspecyfikowane przez
Zamawiajgcego parametry pracy mikroskopu sit magnetycznych byty spetnione
niezaleznie od rozwigzania antywibracyjnego, ktére zostanie zaoferowane .

18.Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia komory umozliwiajacej
izolacje mikroskopu MFM od wplywu drgan akustycznych?

Zamawiajgcy nie wymaga dostarczenia komory izolujgcej od wplywu drgan
akustycznych, poniewaz mikroskop sit magnetycznych powinien umoZliwia¢ prace
zgodnie z wyspecyfikowanymi w przetargu parametrami bez takiej komory.

Z powazaniem,

Zamawiajacy



